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Progama Básico.

• Producción y propiedades de los Rayos-x. 

• Introducción a la simetría cristalina: operaciones de simetría y grupos puntuales.

• Introducción a la simetría cristalina: Celdas, redes y grupos espaciales.

• Introducción a la difracción de rayos-x en la aproximación cinemática. Factor de forma y 

factor de estructura. Transformada de Fourier y densidad electrónica.

• Determinación  del  grupo  espacial:  ausencias  sistemáticas.  Como  usar  las  Tablas 

Cristalográficas Internacionales.

• Dispersión  de  rayos  X.  Dispersión  a  bajos  ángulos  (SAXS).  Difracción  por  materiales 

ordenados y cristalinos (DRX).

• Medidas difractométricas. Tratamiento de datos. Identificación de fases cristalinas.

• Difractómetros automáticos y colecciones de dados de difracción de Rayos-x en monocristal. 

• Procesamiento de datos: Integración de las reflexiones y reducción de datos.

• Problemas  de  las  fases:  Métodos  de  resolución  de  estructuras.  Función  de  Patterson  y 

Métodos directos.

• Bases de datos en Cristalografía. 
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